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ABSTRAKT

Tato prace se zabyva vyhodami vyuziti kombinace skenovaciho a transmisniho
elektronového mikroskopu pro studium mikrostruktury materialu. Hlavnimi body prace
jsou ptiprava TEM lamely z konsolidovaného materialu pomoci FIB-SEM lift-out
metody, akvizice a zpracovani tomografickych dat pofizenych na TEM a vyuziti
analytickych metod EDX a SIMS. V ramci FIB-SEM lift-out metody je ukazana ptiprava
lamel z vodivého inevodivého materidlu. Nevodivym materidlem byla modelova
historicka fotografie, na které je testovan vliv Cisticich prostiedki. Vodivym materialem
byly nanotrubice na slitin¢ Ti-6Al-4V s deponovanym Ir. Pfi tvorbé¢ lamel bylo
otestovan0 netradi¢ni sloZzeni deponované ochranné vrstvy sobsahem wolframu, z
duvodu minimalizace kontaminace platinou, ktera diky podobnym emisnim energiim s
iridiem zkreslovala vysledky EDX analyzy. Pfipravené lamely byly podrobeny analytické
metodé TEM-EDX. U vzorku nanotrubic je vyuzita korelace mezi EDX a SIMS, pro
stanoveni hloubkového profilu prvki. Metodika elektronové tomografie je predstavena
na vzorku platinovych nanocastic nauhlikatém vlakné. Tomografické zobrazeni
umoznilo kvantitativni charakterizaci platinovych nanocastic vnano méfitku.
Charakteristiku tvofila distribuce velikosti ¢astic, vzdalenost ¢astic od povrchu vlakna a
sféricita ¢astic. V prvni Casti prace je predstavena fyzikalni podstata interakce elektront
s hmotou v elektronovych mikroskopech, spole¢né s obecnym popisem elektronovych
mikroskopt. Ve vlastni ¢asti prace jsou pak popsany jednotlivé metodické postupy a
porovnany ziskana data vySe zminénymi metodami. Metodika FIB-SEM lift-out
umoziuje piipravu tenkého vzorku pro TEM-EDX analyzu zmista zajmu
s mikrometrovou piesnosti. Metodika tomografického zobrazeni objektu dovoluje
kvantitativné analyzovat mikrostrukturu materialu s rozliSenim Vv fadech jednotek
nanometri, kterou by nebylo moZzné jinou konvenéni metodou ziskat. Popsané metodické

postupy mohou dopomoci k detailnimu popisu mikrostruktury materialu.



